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Графит является одними из самых популярных материалов для исследования, поскольку он находит применение во множестве отраслей науки и техники. Благодаря своим инертным свойствам и хорошей проводимости, он используется в качестве атомно-гладких подложек для исследования молекул и плёнок, а так же потенциально имеет применение в наноэлектронике и в качестве основы высокочувствительных сенсоров[1,2]. Одним из высокоинформативных методов исследования графита является атомно-силовая микроскопия (АСМ) и туннельная сканирующая микроскопия (СТМ).


В данной работе был исследован эффект образования дефектов на поверхности графита при помощи атомно-силового микроскопа (АСМ). При подводе к поверхности игла касается поверхности, а затем резко отводится. В момент касания происходит захватывание верхних слоёв. Это происходит до тех пор, пока упругая энергия деформации слоёв не превысит энергию образования линии излома. Кантилевер имеет заданную жёсткость, что позволяет определить фактическую силу его воздействия на поверхность графита по отклонению светового пятна на фотодиоде.
Данные, полученные методом АСМ, позволяют определить периметр данного дефекта и количество слоёв[3]. Разрыв слоёв может происходить с появлением ступеней типа зигзаг и кресло, для образования которых требуется разная энергия. В данной работе произведён сравнительный анализ теоретически рассчитанной энергии образования дефекта с экспериментально полученными данными. 
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